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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstin-
dig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den
VDI-Merkblittern geregelt sind, moglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfiigbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blétter dieser Richtlinienreihe so-
wie gegebenenfalls zusétzliche Informationen sind
im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2632.

Einleitung

Diese Richtlinie beschreibt Konzepte zur kontinu-
ierlichen Leistungsiiberwachung von Oberfléchen-
inspektionssystemen.

Die Arbeit orientiert sich an den Erfordernissen der
Flachstahlproduktion. Voraussichtlich lassen sich
die Ergebnisse auch auf andere Inspektionsaufgaben
wie die von Aluminium, Papier oder Folien {ibertra-
gen.

Beispielsweise durch die Analyse von Referenz-
mustern, die entweder synthetisch oder produkti-
onsbedingt erzeugte Strukturen auf dem Priifobjekt
darstellen, kann die zeitliche Stabilitét des Inspekti-
onssystems nachgewiesen werden.

Aus dem Nachweis, dass das System ein geeignetes
Priifmuster weiterhin genauso bewertet wie zum
Zeitpunkt einer ausfiihrlichen Funktionspriifung mit
realen Mustern, kann auf die weiterhin bestehende
Funktion mit der spezifizierten Inspektionsleistung
geschlossen werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie richtet sich an Hersteller und An-
wender von Oberflicheninspektionssystemen und
beschreibt Vorgehensweisen fiir die Stabilitétsprii-
fung.

Die Richtlinie baut auf der Annahme auf, dass das
Inspektionssystem weder hard- noch softwareseitig
verindert und keine Anderung in der Parametrie-
rung vorgenommen wurde (z.B. Klassifikatordnde-
rung).

Nur dann diirfen die Stabilitdtsmerkmale mit einem
fritheren Zeitpunkt verglichen werden.

Alle Rechte vorbehalten © VDI e.V., Disseldorf 2020

Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), stor-
age in data processing systems and translation, ei-
ther of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of
standards and those in preparation as well as further
information, if applicable, can be accessed on the
Internet at www.vdi.de/2632.

Introduction

This standard describes concepts for continuous
performance monitoring of surface inspection sys-
tems.

The work is oriented towards the requirements of
flat steel production. It is expected that the results
can also be applied to other inspection tasks such as
aluminium, paper or foil.

The temporal stability of the inspection system can
be exemplarily verified by analysing reference pat-
terns, which represent either artificial or process-
generated structures on the test object.

From the verification that the system continues to
evaluate a suitable reference pattern in exactly the
same way as at the time of a detailed functional test
with real samples, it can be concluded that the func-
tionality with the specified inspection performance
is still given.

1 Scope

This standard is intended for manufacturers and us-
ers of surface inspection systems and describes pro-
cedures for stability testing.

The standard is based on the assumption that the in-
spection system has not been modified on the hard-
ware or software side and that no changes have been
made to the parameters (e.g. classifier changes).

Only then the stability characteristics can be com-
pared with an earlier point in time.
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Wichtiger Hinweis

Alle hier vorgestellten Verfahren grenzen sich
ausdriicklich von einer Kalibrierung (im Sinne
von ISO/IEC Guide 99) ab und kénnen nur
unter bestimmten technischen und produkti-
onsbedingten Voraussetzungen eingesetzt
werden. Die mit diesen Verfahren erzeugten
Aussagen sind weder vollstandig noch hinrei-
chend. In den Verfahren nicht betrachtete
Stoéreinflisse bleiben unbertcksichtigt. Den-
noch sind die Verfahren geeignet, insbeson-
dere in Kombination, Indizien Uber die Stabili-
tat von OIS-Ergebnissen zu liefern.
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Important remark

All procedures presented here are expressly
distinguished from calibration (in the sense
of ISO/IEC Guide 99) and can only be used
under certain technical and production-re-
lated conditions. The statements generated
by these methods are neither complete nor
sufficient. Interferences not considered in
the procedures are not taken into account.
Nevertheless, the methods are suitable, es-
pecially in combination, to provide evidence
about the stability of OIS results.
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